PFiloha €. 1 - Technicka specifikace

SUSEN - Prislusenstvi pro nanoindentor

1. Kupuijici v zadavacim Fizeni poptal dodavku zafizeni vyhovujiciho nasledujicim technickym poZadavkim:

Popis zafizeni "PFisluSentvi pro nanoindentor": V rdmci dodavky je pozadovano dodani pfisluSentvi k nanoindentoru typu Hysitron Tl Premier (systém pro nanomechanické testy materiald - vicemodulovy
indenta¢ni systém s moznosti dalSiho rozsifeni). Dodané pfislusenstvi musi byt softwarové a hardwarové piné kombatibilni s pfistrojem typu Hysitron Tl Premier tak, aby byla zajisténa pIna integrace pfislusenstvi s
pristrojem. Pfedmétem dodavky je mikroindentaéni hlava pro mikroindentacni zkousky pfi maximalnim zatizeni alespoii 2N a nanoindentaéni vysokoteplotni stolek s moznosti méfeni zavislosti mechanickych

vlastnosti materiald od pokojové teploty az do minimélné 800°C. Souéasti doddvky jsou také minimalné dva néhradni objektivy (viz podrobnd technickd specifikace).

Nanoindentor pro méfeni radioaktivnich vzorkd je umistén izolovaném prostiedi nerezového boxu polohorké komory a jeho ¢asti musi byt rozdéleny na &asti aktivni (umisténé v polohorké komote) a neaktivni
(umisténé vné polohorké komory). Veskera pomocnd zafizeni nutna pro provoz nanoindentoru musi byt umisténa vné komory v neaktivni ¢asti (vedeni v délce min. 4 m, bliz3i specifikace délky a zptisobu vedeni

bude konzultovéna v pribéhu pinéni vefejné zakazky - ¢né instalace mikrotvr érové hlavy, 1iho stolku a ndhradnich objektivi). Vedeni médii a kabeld musi byt mozno rozpojit mezi aktivni a
neaktivni Easti.

Dodavka musi obsahovat viechny komponenty, prace a potfebné doplriky zajistujici propojeni a funkci dale uvedenych zkusebnich zafizeni s rozsahem funkci uvedenych v téchto podminkach a to i k tomuto déelu
nezbytné komponenty nebo préce, které nejsou v poptavce pfimo uvedeny. Montaz musi zajistit iplné propojeni dodanych komponent s cilem zajistit zadanou funkénost celé dodavky.

Cislo Technickeé a funkéni vlastnosti

» Technické pozadavky na dodavku prisluSenstvi pro nanoindentor Tl Premier

» Polozky pozadovaného systému

1 Mikroindentaéni hlava
2 Vysokoteplotni stolek
3 Nahradni objektivy
» Mikroindentaéni hlava pro nanoindentor
4 Mikrotvrdomérova hlava pIné kompatibilni s nanoindentorem typu Hysitron Tl Premier
5 MaximadlIni z&tézna sila minimalné 2N
6 Sum zatizeni v indentaéni ose (Load Noise Floor) v celém nabizeném rozsahu sil méné nez 0.02 mN
7 Sum posuvu v indentaéni ose (Displacement Noise Floor) v celém nabizeném rozsahu posuvii méné nez 0.7 nm
8 Bitové rozliSeni méreni deformace (Di ion) alespor 0.03 nm nebo lepsi
9 Maximalni posuv zkud hrotu minimalné 80 um

Dva mikroindentaéni diamantové zkusebni hroty typu Berkovich (3-sided pyramidal diamond probe, 142.3¢ total included angle) a typu Vickerse (4-sided pyramidal diamond probe)

10
soucasti doddvky.

1 Instalace pfi ého modulu - mikroi &ni hlavy - musi prob&hnout v misté instalace nanoindentoru (polohorka komora), tj. bez nutnosti transportu nanoindentoru zpét k
dodavateli.

P Vysokoteplotni stolek
12

Vysokoteplotni stolek pIné kompatibilni s nanoindentorem typu Hysitron Tl Premier

13 Vysokoteplotni stolek pro méFeni v rozsahu od pokojové teploty aZ do teploty minimalné 800°C

14 Homogenita rozlozeni teploty v celém prostoru teplotni cely proti vzniku teplotnich gradientd na vzorku lepsi ne? 0.2 °C

15 Teplotni cela je schopna dosdhnout ustélené teploty na 400 °C pfi ohfevu z pokojové teploty do 5 minut pro provadéni cyklického testovani vzorku pfi vysokych teplotach a zajisténi
vysoké produktivity méfeni

16 Rizeni teploty cely s pfesnosti lepsi nez 0.1°C

17 Teplotni cela je kompatibilni mikro i s nanoindentaéni hlavou pro moznost testovani vzorku za vys3ich teplot v celém rozsahu sil

18 V celém rozsahu teplot (od pokojové teploty aZ do min. 800°C) moznost SPM skenovéni povrchu vzorku pomoci nanoindentaéniho hrotu pro sledovani topografie vzorku za riznych
teplot a vybéru pfesného mista pro i ¢ni méreni i za vysokych teplot.

19 Ochrana vzorku pifed oxidaci pomoci ochranné atmosféry, moznost volby pritoku ochranné atmosféry a jejiho slozeni

20 Soucasti doddvky je také chladici jednotka pro minimalizaci tepla vyzafovaného do prostoru nanoindentoru

21 Mikroindentaéni hrot typu Berkovich pro méeni za vysokych teplot (3-sided pyramidal diamond probe, 142.3° total included angle) sougasti dodavky

2 Instalace pfidavného modulu - niho stolku - musi probéhnout v misté instalace nanoindentoru (polohorka komora), tj. bez nutnosti transportu nanoindentoru zpét k
dodavateli

» Nahradni objektivy

23 Minimalné 2 nahradni objektivy plné kompatibilni s nanoindentorem typu Hysitron Tl Premier s minimalnimi parametry dle PoloZek 24, 25 Technické specifikace

24 Néhradni objektiv s objektivovym zvétSenim 20x soucasti dodavky

25 Néhradni objektiv s objektivovym zvétsenim 50x souéasti dodavky

2. Prodavajici ke spInéni zavazkt ze Smlouvy Kupujicimu doda, nainstaluje, otestuje (véetné podani pruikazu dosazeni parametrd jednotlivych
zafizeni) a uvede do provozu minimalné nasledujici zafizeni:

Cislo Technické a funkéni viastnosti

» Technické pozadavky na dodévku pfislu$enstvi pro nanoindentor Tl Premier

P> Poloiky pozadovaného systému

1 Mikroindentaéni hlava
2 Vysokoteplotni stolek
3 Nahradni objektivy
» Mikroindentaéni hlava pro nanoindentor
4 Mikrotvrdomérova hlava plné kompatibilni s nanoindentorem typu Hysitron Tl Premier
5 Maximélni z&téZna sila minimalné 2N
6 Sum zatizeni v indentaéni ose (Load Noise Floor) v celém nabizeném rozsahu sil méné ne# 0.02 mN
7 Sum posuvu v indentaéni ose (Displacement Noise Floor) v celém nabizeném rozsahu posuv(i méné nez 0.7 nm
8 Bitové rozliseni méfeni deformace (Di ion) alespofi 0.03 nm nebo lepsi
9 Maximélni posuv iho hrotu 3Iné 80 um
10 Dva mikroindentaéni diamantové zku3ebni hroty typu Berkovich (3-sided pyramidal diamond probe, 142.32 total included angle) a typu Vickerse (4-sided pyramidal diamond probe)
soucdsti dodavky.
1 Instalace pfidavného modulu - mikrotvrdomérové hlavy - musi probéhnout v misté instalace nanoindentoru (polohorka komora), tj. bez nutnosti transportu nanoindentoru zpét k
dodavateli.
P Vysokoteplotni stolek
12 Vysokoteplotni stolek pIné kompatibilni s nanoindentorem typu Hysitron Tl Premier
13 Vysokoteplotni stolek pro méfeni v rozsahu od pokojové teploty aZ do teploty miniméIné 800°C
14 Homogenita rozlozeni teploty v celém prostoru teplotni cely proti vzniku teplotnich gradientd na vzorku lepsi nez 0.2 °C
15 Teplotni cela je schopna dosdhnout ustalené teploty na 400 °C pii ohfevu z pokojové teploty do 5 minut pro provadéni cyklického testovani vzorku pfi vysokych teplotach a zajisténi
vysoké produktivity méfeni
16 Rizeni teploty cely s pfesnosti lepsi nez 0.1°C
17 Teplotni cela je kompatibilni mikro i s nanoindentaéni hlavou pro moznost testovani vzorku za vy33ich teplot v celém rozsahu sil
18 V celém rozsahu teplot (od pokojové teploty aZ do min. 800°C) moznost SPM skenovéni povrchu vzorku pomoci nanoindentaéniho hrotu pro sledovani topografie vzorku za riznych
teplot a vybéru pfesného mista pro nanoindentaéni méfeni i za vysokych teplot.
19 Ochrana vzorku pfed oxidaci pomoci ochranné atmosféry, moznost volby pritoku ochranné atmosféry a jejiho slozeni
20 Soudasti dodavky je také chladici jednotka pro minimalizaci tepla vyzafovaného do prostoru nanoindentoru
21 Mikroindentaéni hrot typu Berkovich pro méfeni za vysokych teplot (3-sided pyramidal diamond probe, 142.32 total included angle) soucasti dodavky
2 Instalace pfidavného modulu - vysokoteplotniho stolku - musi prob&hnout v misté instalace nanoindentoru (polohorka komora), tj. bez nutnosti transportu nanoindentoru zpét k
dodavateli
» Nahradni objektivy
23 Minimalné 2 néhradni objektivy pIné kompatibilni s nanoindentorem typu Hysitron Tl Premier s minimaInimi parametry dle PoloZek 24, 25 Technické specifikace
24 Néhradni objektiv s objektivovym zvétsenim 20x souéasti dodavky
25 Néhradni objektiv s objektivovym zvétsenim 50x souéasti dodavky
Uchaze¢ podanil bidky g j | li spInéni pozadavka a p ri predmétu plnéni vefejné zakazky, které jsou podrobné specifikovany v této pfiloze.




